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Künstliche Intelligenz in der elektronischen Prüfung

Smarter und schneller  
dank Softwareplattform
Seica integ r ier t K üns tliche Intelligenz  in s eine Softw ar eplattfor m  V IVA  und ver-
änder t dam it g r und legend, w ie Tes ts y s tem e in der  E lek tr onik fer tigung ar beiten. 
D er  F ly ing P r ober  Pilot V X  und die V alid-P r odu k tfam ilie für  In-C ir cuit- und Funk -
tions tes ts  nu tz en K I-A lgor ithm en, um  Feh ler  auf Leiter platten z uver läs s iger  z u 
er k ennen, P r üfs equenz en in Ech tz eit z u optim ier en und vor au s s chauende W ar-
tung z u er m ög lichen. 

» A u tor in: A nna G r as s ino, Seica SpA , Str am bino, Italien 

D ie tech n ologisch e Stra tegie von  Sei-
ca  k on zen triert sich  a uf da s Poten -

zia l der k ün stlich en  In telligen z a ls 
Sch lüsselfa k tor für sm a rtere sch n ellere 
un d effizien tere Lösun gen  für die elek tro-
n isch e Prüfun g. Im  M ittelp un k t dieser Vi-
sion  steh t die Softw a rep la ttform  Viva , die 
ein e in telligen te In tegra tion  in  a llen  Ph a -
sen  des Fertigun gsp rozesses des Kun den  
erm öglich t. Viva  verb in det n a h tlos die 
Da ten erfa ssun g, die Rück verfolgb a rk eit, 
die M ES-In tera k tion  un d die Rep a ra tur-
p rozesse zu ein em  ein h eitlich en  digita len  
Ö k osystem  un d w a n delt so Testa n la gen  
von  eigen stän digen  M a sch in en  zu voll-
stän dig vern etzten , da ten gesteuerten  An -
la gen  um .

 Durch  die k on tin uierlich e An a lyse gro-
ß er M en gen  a n  Prüfda ten  k a n n  VIVA 
M uster, Korrela tion en  un d An om a lien  er-
k en n en  un d so ein e p räzisere Dia gn ose 
un d sch n ellere Ursa ch en a n a lyse erm ögli-
ch en . Da rüb er h in a us un terstützt KI-b a -
sierte En tsch eidun gsfin dun g die In ge-
n ieure durch  die Em p feh lun g fortsch rittli-
ch er tech n isch er Lösun gen  w äh ren d der 
Feh lerb eh eb un g un d Rep a ra tur un d er-
h öh t so die Dia gn osep räzision  un d redu-
ziert die Ausfa llzeiten  un d die Ab h än gig-
k eit von  Bedien ern .

Kün stlich e In telligen z w ird a uch  zur 
Op tim ierun g der Prüfleistun g in  Ech tzeit 
ein gesetzt. Durch  in telligen te An a lyse 
un d a da p tives Lern en  k a n n  Viva  Prüfse-
q uen zen  dyn a m isch  op tim ieren , versch ie-
den e M essa rten  p a ra llel a usfüh ren  un d 
Prüfa b läufe b a sieren d a uf der Kom p lexi-

ein träch tigen . Die KI-gestützte Sen sorfu-
sion , die op tisch e un d in fra rote Bildge-
b un g m it fortsch rittlich en  elek trisch en  
M essun gen  k om b in iert, erw eitert die Au-
tom a tisierun g un d KI versch m elzen  in  den  
Vorzeige-Pla ttform en  von  Seica , w ie z.B. 
dem  Flyin g-Prob e-System  Pilot VX. 

Auch  die Va lid-Produk tfa m ilie von  Sei-
ca  für In -Circuit- un d Fun k tion sp rüfun -
gen  in tegriert KI-gestützte Softw a rem a -
n a gem en t-Fun k tion en , um  die Autom a ti-
sierun g von  Hoch volum en -Produk tion sli-
n ien  zu un terstützen . Die n euesten  Ver-
sion en  der Viva -Pla ttform  verfügen  üb er 
in telligen te Bedien erob erfläch en  un d 
Fun k tion en  für die vora ussch a uen de W a r-
tun g. 

Durch die kontinuierliche Analyse großer Mengen an Prüfdaten kann Viva Muster, Korrelationen und 
Anomalien erkennen.
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tät der Leiterp la tte, h istorisch en  Ergeb -
n issen  un d Produk tion sb edin gun gen  a u-
tom a tisch  a n p a ssen .

 KI-gestützte Sensorfusion
Autom a tisierun g un d KI w erden  in  den  
Fla ggsch iff-Pla ttform en  von  Seica , w ie 
dem  Flyin g-Prob e-System  Pilot VX, zu-
sa m m en gefüh rt. Da s volla utom a tisierte 
System  m it m odern ster m ech a n isch er Ar-
ch itek tur w ird durch  KI-gestützte Testop -
tim ierun g un terstützt, die die Testzeit um  
b is zu 50 %  verk ürzen  k a n n . Die m a sch i-
n ellen  Lern m odelle a n a lysieren  die Stra -
tegien  der M essp rob en , die M essseq uen -
zen  un d die h istorisch en  Ergeb n isse, um  
die Gesch w in digk eit un d Ab deck un g zu 
m a xim ieren , oh n e die Gen a uigk eit zu b e-
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